[bookmark: _Hlk90718012]NanoSIMS样品准备的注意事项

  由于NanoSIMS分析对样品的各种特征要求较高，送样前请务必请真阅读，并在预约成功后进行相关样品前处理，以保证分析的顺利进行。

特别说明
1) 样品制备对纳米离子探针分析至关重要，由于本实验室人手有限，不能提供样品制备服务，需要用户自行进行样品制备，但实验室可提供指导。 
2) 如样品制备达不到仪器分析的要求，实验室有权取消实验。 
3) 如制备的样品发生严重去气，破坏仪器真空，导致仪器机时的浪费，由用户自行承担，即用户需要为浪费的机时付费。 
4) 如制备的样品平整度不符合要求，将影响分析精度。

NanoSIMS分析样品要求
1．样品应不具放气特征
由于从样品表面释放出的二次离子的检测是基于它们通过高电势的加速，因此整个过程必须发生在高真空(<3×10-9 mbar)条件下。这意味着被分析的样品必须保持这样的真空。一般来说，它们不应含有任何挥发性物质，同时尽可能提前将样品送到实验室先放进仪器预抽。

2.样品需切割或制作成合适的尺寸
由于NanoSIMS的分析舱仅能同时容纳一个样品底座（Holder），因此分析样品的尺寸是限制分析效率的关键。目前可使用的样品座可容纳三个样品尺寸，分别为25.4mm（最多能放进一个），12.7mm（最多同时能放进两个）, 10mm（推荐，专用底座最多能同时放进去8个），厚度应控制在3mm以内。同时考虑到电场效应，待分析的矿物颗粒应尽量靠近靶中心。本实验室配备台钻和线切割机可指导处理样品尺寸。

3. 样品应具有良好的平整度
NanoSIMS是一种表面测试技术，被测表面的厚度在几十纳米的范围内，务必要反射光下确认所分析的物质位于样品表面，同时由于NanoSIMS具有超高空间分辨率的特点，检测信号会受到样品表面微小变化的影响。为了最小化样品表面平整带来的影响，样品应该尽可能地平整。对于地质样品，建议使用30-50 nm的粉末进行精细抛光

4. 样品应进行精细的显微结构研究
由于NanoSIMS仅能进行反射光观察，且反射光为光学固定倍率（1000μm×1000μm约400倍），这使得样品的寻找异常困难，因此在分析前务必进行精细的电子显微镜照片或反射光照样（尤其是对于矿物颗粒较小的薄片样品），否则将会花费大量时间去寻找待测目标。

5.样品应具有良好的导电性
由于NanoSIMS的检测是通过一次离子的轰击来实现的，在测量过程中，如果电荷不去除，电荷就会沉积在样品上，使分析无法正常进行。由于大多数分析样品的导电性不强，样品应该镀上一层薄薄的导电层(如Au, C, Pd等)，这将有助于去除多余的电荷，从而防止与样品充电相关的问题。喷镀前请务必进行超声清洗，以除去表面的污染或残留的粉尘，本实验室可免费供喷镀服务。

特别提示：1.由于纳米离子探针分析为超空真空分析，因此样品更换速度较慢，通常来说树脂靶件的更换需要>24小时，为了加快分析测试速度，建议将树脂靶件的厚度控制在3mm以内，以减少真空等待时间。2. 由于每次样品更换的个数有限制，25.4mm的靶件每次只能更换一个，10mm的靶件每次能更换6个，因此建议送样人根据自己的实际需求制作靶件尺寸，以尽可能地减少样品更换次数，这对提高分析效率来说至关重要！
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